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Difraccion de Rayos-X
De lo cientifico a lo tecnoldgico

El seminario pretende realizar una revision de la infraestructura
cientifica actualmente disponible dedicada a los estudios de
difraccion de rayos X, tanto en muestras mono- como poli-
cristalinas. Se pretende repasar los avances instrumentales
acaecidos en los ultimos afios que amplian las posibilidades para la
obtencidn de informacion estructural por difraccion.

El seminario comenzara con un muy breve repaso de las bases
conceptuales de la difraccion, para a continuaciéon mostrar ejemplos
sencillos de aplicaciones. Sobre la base de l|la experiencia
acumulada en nuestra empresa, abordaremos la descripcion de las
novedades instrumentales en fuentes de rayos X, en dispositivos de
control éptico de la radiacidon, goniémetros, criostatos, detectores y

programas para el tratamiento de datos.

Fidel Sanchez

Fidel Sanchez es ingeniero superior en sistemas electronicos. Durante
mas de 30 afios, ha sido responsable del Departamento de rayos X de
Bruker Espafola, siendo coordinador de la canalizacion de la
innovacion demandada por los usuarios, asi como de la innovacion
desarrollada por la filial internacional de la compafiia. Fidel Sanchez
viene participando en los desarrollos de nueva instrumentacion de la
marca Bruker, lider mundial en equipamiento cientifico para la

difraccion.



